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Wspdlng cechq uktadow opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest tatwosc ich praktycznej
realizacji. Na zmontowanie i uruchomienie uktadu wystarcza zwykle kwadrans. Mogq to byc
uktady stosunkowo skomplikowane funkcjonalnie, niemniej proste w montazu i uruchamianiu, gadyz
ich ztozonosC i inteligencja jest zawarta w uktadach scalonych. Wszystkie projekty opisywane w
tej rubryce sq wykonywane i badane w laboratorium AVT. Wiekszo$¢ z nich wchodzi do oferty
kitow AVT jako wyodrebniona seria “Miniprojekty” o numeracji zaczynajqgcej sie od 1000.

Tester EPROM-0ow

Uktad, ktérego

budowe chcialbym
dzisiaj zaproponowac
Czytelnikom Elektroniki
Praktycznej moze

w znaczqcy sposob
utatwié zycie
konstruktorow, ktérzy
w swoich pracach
czesto wykorzystujq
pamieci
reprogramowalne
EPROM. Tester
umozliwia jednoznaczne
stwierdzenie, czy
badana pamieé jest
zaprogramowanda, czy
tez na jej wyjsciach
danych wystepujq
wylqcznie same ,FF“.

Pamieci EPROM,
w poréwnaniu z pamie-
ciami EEPROM, posia-
daja obecnie juz tylko
dwie zalety: niska cene
zakupu i powszechna #
dostepnosé. W uzyciu
sa do$¢ klopotliwe, JEEed
a szczegOlnie nie- L8
wygodne jest ich &
kasowanie. Powo-
duje to, ze w na-
szych szufla-#
dach gromadza
sie nieraz pokazne
zapasy zaprogramowa-
nych i nie skasowanych
pamieci, przemieszane z ele-
mentami gotowymi do na-
tychmiastowego, powtérnego
zaprogramowania. Propono-
wany tester powinien dopo-
mo6c w uporzadkowaniu tego
bataganu i umozliwi¢ szybkie
posegregowanie posiadanych
EPROM-6w.

Opis dzialania
Schemat elektryczny
uktadu testera pamieci EP-
ROM przedstawiono na rys.
1. Opis dziatania uktadu
rozpoczniemy od momentu
wlaczenia zasilania, kiedy to
krétkotrwaty stan wysoki,

mujacy sie
przez chwile na
kondensatorze C4, po-
woduje wyzerowanie
obydwéch przerzutnikéw R-
S i wszystkich licznikéw
wchodzacych w sktad ukta-
du. Po wystapienie stanu
niskiego na wejsciu RST
licznika - generatora 4060,
rozpoczyna on prace ina
wejScia adresowe pamieci
EPROM, umieszczonej
w podstawce CON1, poda-
wane sa kolejne liczby bi-
narne. Po przepelnieniu
licznika IC3 rozpoczynaja

VCC

prace potaczone z nim sze-
regowo liczniki IC1A i IC1B,
az do momentu pojawienia
sie stanu wysokiego na wy-
jéciu Q2 licznika IC1B.
Woéwczas nastapi ustawienie
przerzutnika R-S zbudowa-
nego na bramkach NOR
IC4A 1 IC4B oraz wlaczenie
zielonej diody zawartej
w strukturze D1. Jest to syg-
nal, Ze przetestowana pa-
miec¢ nie jest zaprogramowa-

CON2 1
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Rys. 2.

na ina wszystkich jej wy-
jéciach, pod kazdym adre-
sem, panowaly stany wyso-
kie.

Rozpatrzmy teraz co sie
stanie, jezeli jednak pamieé
byta zaprogramowana i jezeli
chociazby w jednej z jej ko-
moérek wystepuje stan niski.
Zaistnienie takiej sytuacji
spowoduje wystapienie stanu
wysokiego na wyjéciu oémio-
wejsciowej bramki NAND IG2
i w konsekwencji ustawienie
drugiego przerzutnika R-S,
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zbudowanego na bramkach
IC4C i IC4D. Tym razem wia-
czona zostanie czerwona sek-
cja diody D1, co wyraznie za-
sygnalizuje, ze pamie¢ EP-
ROM jest zaprogramowana
i wymaga kasowania. Jedno-
cze$nie zablokowana zostanie
bramka IC5A, co uniemozli-
wi wlaczenie obydwu diod
LED po skoficzeniu testowa-
nia pamieci.

Tester powinien by¢ zasi-
lany napieciem statym stabi-
lizowanym o wartosci 5V.

Montaz i uruchomienie

Na rys. 2 pokazano roz-
mieszczenie elementéw na
plytce obwodu drukowane-
go wykonanego na lamina-
cie dwustronnym z metali-
zacja.

Montaz tak prostego
uktadu nie sprawi z pew-
noécia nikomu ktopotu, nie
zajmie wiecej niz kilkana-
$cie minut, ale przed jego
rozpoczeciem bedziemy mu-
sieli podja¢ jedna, wazna
decyzje. Chodzi tu o rodzaj
podstawki CON1, jaka zasto-
sujemy w naszym testerze.
Wybér powinien zaleze¢ od
liczby pamieci EPROM, jaka
bedziemy w przysziosci
sprawdza¢. Jezeli przewidu-
jemy, ze zbudowany tester
bedzie bardzo czesto wyko-
rzystywany, to warto zasto-
sowaé¢ w ukladzie podstaw-
ke typu ZIF, umozliwiajaca
btyskawiczna wymiane
sprawdzanych uktadéw. Jed-
nak podstawka taka jest bar-
dzo kosztowna i jezeli prze-
widujemy jedynie spora-
dyczne korzystanie z teste-
ra, to uzasadnione ekono-

WYKAZ ELEMENTOW

Rezystory

R1, R2, R5: 100kQ
R4, R3: 220Q

R6, R7, R8: 1kQ
Kondensatory

Cl: 22pF

C2: 220pF/10V

C3, C4: 100nF
Potprzewodniki

IC1: 4520

IC2: 4068

IC3: 4060

IC4: 4001

IC5: 4011

D1: LED dwubarwna
Rézne

CON2: ARK2 (3,5mm)
Podstawki pod uktady

scalone + podstawka
precyzyjna DIP28 jako CONI

Plytka drukowana wraz z kom-

pletem elementdéw jest dostepna

w AVT - oznaczenie AVT-1236.
Urzqdzenie nie testuje
pamieci 2716 i 2732.

micznie jest zastosowanie
znacznie tanszej podstawki
precyzyjnej.

Jarostaw Tomaszewski
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